	序号
	设备名称
	技术指标要求

	1
	台式X射线衍射仪
	1 X射线光源
1.1. X射线发生器
▲1.1.1 输出功率：≥3kW 
1.1.2 额定电压：≥50kV
1.1.3 额定电流：≥60mA
1.2 X射线光管
1.2.1 X射线光管：Cu靶，陶瓷X光管
1.2.2 光管功率：≥ 1.8 kW
▲1.2.3 焦斑：光管本身具备点焦斑和线焦斑两种模式，切换过程中无需关闭水冷
1.2.4焦斑大小：≤ 0.4×12 mm
1.3 电流电压稳定度：±0.005%（外电压波动10%时）
1.4 射线防护：防护罩外任何一点计量≤1μSv/h
▲1.5 辐射豁免：设备具备国家环保部门颁发的辐射豁免公告
2. 测角仪
2.1 扫描方式：θ/θ方式
2.2 角度范围：至少覆盖-10°～160°
▲2.3 最小可控步长：≤0.0001°， 角度重现性：≤ ±0.0001° 
2.4 测角仪半径：≥ 240 mm 
2.5 全谱范围内所有峰角度偏差：≤ ±0.01°
[bookmark: OLE_LINK9]3. 探测器
3.1 探测器类型：阵列探测器
▲3.2 最大计数：≥ 3×107 cps，且探测器能量分辨率：≤ 380eV
3.3 探测器分辨率：≤ 75μm
3.4 背景强度：≤ 0.5 cps
4. 光路部分
4.1 所有光学附件及样品台均采用模块化设计，更换后无需校准光路
▲4.2所有光学附件智能芯片识别、自动精确定位
▲4.3 单毛细管透镜，光斑直径：≤ 500μm
5 样品台系统
▲5.1用于分析各种块体及粉末样品，各种规格样品架≥20个
5.2 微区样品台
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK12]5.2.1 行程范围：X轴≥25mm，Y轴≥50mm，Z轴≥50mm
5.2.2 最小步进：X轴≤10μm，Y轴≤10μm，Z轴≤1μm
5.2.3最小分析区域：≤ 1 mm × 1 mm
5.2.4 激光高度计：可与XYZ样品台组合实现一键高度定位
5.2.5 光学显微系统：放大倍数≥10倍，实现微区拍照及定位功能
6 原位分析腔体
▲6.1 工作温度范围：室温至-1200℃
6.2 控温方式：程序控温
6.3 控温精度：±0.1℃
6.4 温度梯度：≤50℃
7. 自动进样器
7.1进样器位数：≥4位
7.2样品架个数：≥20个
7.3可以对每个样品设置不同的测试条件
[bookmark: OLE_LINK17]8. 仪器控制数据处理软件：含数据库、定性分析软件、无标样定量分析软件、结构精修及粉末衍射解结构软件、物相检索软件等
9. 配置要求
9.1 X射线高压发生器   1套
9.2 X射线光管   1根
9.3高精度测角仪   1套
9.4能量阵列检测器   1套
9.5发散狭缝、接收狭缝、放散射狭缝   各1套
9.6单毛细管透镜  1套
9.7 XYZ样品台   1套
9.8 激光高度计和CCD相机 1套
9.9 自动进样器   1套
[bookmark: _GoBack]9.10 仪器控制和数据处理软件  1套
9.11 水冷系统（制冷量≥5kW，控温精度≤±1℃）  1套
9.12 延时电源（最大功率≥20KVA，延时≥30分钟） 1套
9.13 数据处理器（处理器频率≥3.0GHz，处理器总内核数≥12核，内存≥16GB，固态硬盘≥1TB，显示器≥24英寸，正版操作系统）1套 



